


























专利名称(译) 测量装置
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其他公开文献 CN101385638A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种测量装置，其测量样本的分光特性和结构特性。在所述样本的测量
位置处，同时进行所述超声波回波信号的生成以及通过声光效应对来自
所述光源部件的光的调制，所述光检测单元检测同时生成的调制光，并
且所述超声波检测单元检测同时生成的超声波回波信号。
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